
車載用機器における小/中/大の
信頼性向上の調査
車載用電子機器がますます複雑化し普及するにつれて、これらの機器の失敗コストが上昇する可能性があります。潜在的な欠陥は、
自動車の寿命にわたって故障を引き起こす危険があり、それはコストを上昇させ、さらにリスクを増大させる可能性があります。
潜在的欠陥をどうすれば防ぐことができるでしょうか？潜在的な欠陥の原因となる小さな粒子、ゲル、金属イオン、および有機汚染
物質の影響をより詳しく調べるために、インテグリスの高度なフィルターやピューリファイヤーを使用します。

半導体の出荷時に潜在的な欠陥があると、
高コストなフィールドでの故障や
リコールにつながります。

インテグリスのろ過や精製を導入

汚染のない部品は、より安全で長寿命な電
子機器を作り、次世代の自動化車両の実現
につながります。

粒子、金属、その他の汚染物質をろ過/精製
して取り除くことで、車載用電子機器の信
頼性が向上します。ウェーハ

1 倍失敗
コスト:

検出しやすい大きな「キ
ラー粒子」は、直接的な
欠陥や歩留まりの低下を
引き起こします。このよ
うな欠陥は、ろ過によっ
て防ぐことができます。

大きな欠陥 (キラーディフェクト) 
のある部品

失敗
コスト: 10 倍

電子機器試験によって自動
車が販売される前に、いく
つかの中サイズの粒子に起
因する欠陥を把握すること
ができます。

中程度の欠陥
がある部品

欠陥のない
部品

失敗
コスト: 1,000 倍

小～中サイズの粒子、ゲル、金属イオン、お
よび有機汚染物質は、半導体やパッケージン
グプロセスにおけるすべての電気的な完全性
試験に合格することができ、結果的に欠陥お
よび高額な安全性や性能のリコールにつなが
ることがあります。

小さな (潜在的な) 
欠陥のある部品
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